MENETELMAKOKEEN TESTAUKSEN TILAUS

Valmistaja: | | Kokeen valvoja: |

Menetelmakoe: I I Minka tuotestandardin mukaista patevointia kaytetaan:

Menetelmékoestandardi: | | | I

Asiakkaan lisa-
vaatimukset testaukselle:

Koestukset

I:] Silmamaarainen tarkastus

I:] Radiografinen kuvaus 100 % D Radiografinen kuvaus D Ultra&danitarkastus
tai Ultradanitarkastus 100 %

I:] Pintahalkeamien tarkastus 100 % D Tunkeumavaritarkastus

D Magneettijauhetarkastus
(paéséaéntdinen menetelmé magneettisille tarkastuksille)

[]

Poikittainen vetokoe 2 koesauvaa

Poikittainen taivutuskoe D 2 juuri- ja 2 pintasauvaa D 4 sivutaivutussauvaa

Iskukoe 2 sarjaa. Lampétila 20 °C, ellei ole
maaritetty koestuslampétilaa tassa: °C

Sauvakoot: 10x 10 D 5x10 I:]
7sxt0] | owmew [ ]

[]

Kovuuskoe
Makrohietutkimus [ J1nie [ |2nieta
Mikrohietutkimus

Ferriittipitoisuuden mittaukset Ferriittipitoisuusmittarilla.
Huom! Ei tédytd EN 13445 -standardin Mater-ryhmén 8.2 ja 10 mikrohietutkimuksen vaatimusta!

Hininin

Lisakoestuksia tuotestandardien perusteella

Lierion saumat ja kammion pituussuuntaiset saumat kun t > 20 mm.
Hitsin pituussuuntainen kuumavetokoe (ryhma 1 250 °C ja ryhmat 2.1, 4ja5 350 °C).

Makrohieen tarkastuksessa compound-putkella mitattava Kovuuskoe tehtava compound-putkella ferriittisen pinnan
pinnoitteen liittymasyvyys (ei saa menna ferriittisen pinnan ulkopinnalta seka pinnoitteen paalta.
alapuolelle). Hitsaantumattoman alueen syvyys mitattava. D Mikrohietutkimus

E] Compound-taivutuskoe tehtava pinnoitetulla tuubilla. . . )
D Poikittainen vetokoe tehtava “kuoritulla putkella”.

D Levyille joiden t >= 20 mm pitkittdinen vetokoe.

I:] Suunnittelulampétilassa yli 300 °C tehdaan koe suunnittelulampétilassa.

D Mater-ryhmissa 8.2 ja 10 suoritetaan mikrohietutkimus.
Ferriittipitoisuus mitattava metallografisin menetelmin (jolloin virheraja yl. +5 %).

D Iskukoetestaus menetelmakokeiden yhteydessa 13445-2 Liite B kohta B3 mukaan.
(Onko pakollinen testaus kun saadaan 5 mm sauva?)
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